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発明の概要 【課題】 
試料の集合体構造を精密に測定する、テラヘルツ電磁波を⽤いた試料の構造分析⽅
法およびその構造を得る。 
【解決⼿段】 
フェムト秒レーザから第１のビーム光と第２のビーム光を発⽣する。第１のビーム
光を第１のテラヘルツ電磁波に変換して試料チャンバーに導⼊する。第１のテラヘ
ルツ電磁波を第１の試料に伝播させて、第１の試料のテラヘルツ電磁波時間領域分
光分析を⾏ない、特定のテラヘルツ電磁波吸収値を求める。第２のビーム光を第２
のテラヘルツ電磁波に変換して試料チャンバーに導⼊し、第２のテラヘルツ電磁波
を第２の試料に伝播させて、第２の試料のテラヘルツ電磁波時間領域分光分析を⾏
ない、特定のテラヘルツ電磁波吸収値を求める。第１の試料の特定のテラヘルツ電
磁波吸収値と第２の試料の特定のテラヘルツ電磁波吸収値との差を求める。特定の
テラヘルツ電磁波吸収値差により、試料のイオン種を同定する。 
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